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Abb.:Visualisierung eines EBSD-Datensatzes (links); Visualisierung eines Cluster-

Datensatzes zur Statistikberechnung (rechts)

Problemstellung

Fiir die genaue Simulation von Prozessschritten in der Herstellung von Bauteilen
ist die Kenntnis der zugrundeliegenden Mikrostruktur der Materialien unabdinglich.
Beispielsweise beim Tiefziehen von Blechen zeigt sich eine deutliche Abhéngigkeit des
Endproduktes (Form, Eigenspannungsverteilung, etc.) von der Orientierungsvertei-
lung der Korner.

Ziel der Studien- oder Diplomarbeit ist es, eine Schnittstelle zu schaffen, die es ermog-
licht, durch EBSD (electron backscatter diffraction) vermessenene Mikrostrukturen
graphisch darzustellen und aus den gewonnenen Daten Orientierungsstatistiken zu
errechnen. Dafiir soll eine eindeutige Farbdarstellung entwickelt werden. Weiterhin
sollen aus Cluster-Datensitzen Statistiken tiber die Kornform, Grofse und deren Ab-
hingigkeiten zueinander ermittelt und mit Hilfe der Zweipunktkorrelationsfunktion
zusatzlich die mittlere Kornform der Mikrostruktur bestimmt werden.

Losungsansatz

Die graphische Darstellung der EBSD-Daten wurden iiber zwei verschiedene Metho-
den realisiert. Zum einen wurde die momentan gebrduchliche Einfadrbungsmethode
mittels inverser Polfigur, zum anderen eine Methode, die jede Orientierungen im
Eulerwinkelraum auf einen Farbwiirfel reduziert, umgesetzt. Als Quelle dienten
hierzu EBSD-Messungen von kubisch-symmetrischen Materialien.

Zu den Roh-EBSD-Datensidtzen wurde jeweils eine geclusterte Variante vom Institut
zur Verfiigung gestellt. Anhand dieser sollten Statistikkennwerte und die mittlere
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Kornform berechnet werden. Der erste verwendete Ansatz bezieht diese aus dem
maximalen Abstand zweier Punkte auf der Korngrenze. Das Ergebnis ist eine durch
zwei Halbachsen und deren Ausrichtung im Raum parametrisierte Ellipse, welche
die Kornform reprasentiert. Als zweiter Ansatz wurden die Flichentragheitsmomente
eines Korns ausgewertet, um analog zur ersten Variante die elliptische Kornform zu
bestimmen. Als dritte Variante wurde die Zweipunktkorrelationsfunktion genutzt.
Uber die Annahme, dass ein Korn eine Materialphase reprisentiert, zeigt die
Korrelationsfunktion lediglich die Morphologie eines Korns. Alternativ kann auch die
mittlere Kornform des Datensatzes errechnet werden.

Ergebnisse

Das Ziel der Darstellungsmethoden war eine eindeutig auf die Orientierung
zuriickverfolgbare Farbcodierung der EBSD-Datensdtze. Dies ist lediglich in der
Einfarbungsmethode mittels Eulerwinkelraum moglich. Die Einfarbung tiber die
inverse Polfigur jedoch ldsst sich nur auf eine Raumrichtung der urspriinglichen
Orientierung zuriickrechnen.

Zur Berechnung der Morphologie eines Korns sind alle drei Ansédtze der Statistik-
berechnung geeignet. Sind viele Messpunkte in einem Korn vorhanden, so ist der
Unterschied aller Methoden sehr gering. Lediglich der Berechnungsaufwand ist unter-
schiedlich. Muss die mittlere Kornform eines Datensatzes gezeigt werden, so empfiehlt
sich die Auswertung der Zweipunktkorrelationsfunktion/ Autokorrelationsfunktion.

Alle Ergebnisse wurden {iiber Programme, die fiir die Studienarbeit angefertigt
wurden, erzeugt. Es wurde jeweils ein Programm zu den Einfarbungsmethoden, den
Statistikberechnungen und der Zweipunktkorrelationsfunktion, realisiert.
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